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a rozsah měření Frekvence [Hz] 

Nejlepší měřicí 
schopnost [ ± ] 2)  

Identifikace metody 

 0,1 Ω (1÷3) M 3 %  

  (3÷10) M 6 %  

  (10÷13) M 8 %  

 1 Ω (0,01÷1) M 0,12 %  

  (1÷10) M 2 %  

 10 Ω (0,01÷1) M 0,12 %  

  (1÷13) M 2 %  

 100 Ω (0,01÷1) M 0,12 %  

  (1÷13) M 0,3 %  

 1 kΩ (0,01÷1) M 0,12 %  

  (1÷13) M 0,3 %  

 10 kΩ (0,01÷1) M 0,2 %  

 100 kΩ (0,01÷0,3) M 0,2 %  

  (0,3÷1) M 0,3 %  

 0,1 Ω (0,01÷3) M 3 % Etalony odporu 

  (3÷10) M 4 % HP 16074 

 1 Ω (0,01÷0,3) M 4 % Reaktance X 

  (0,3÷1) M 6 %  

  (1÷10) M 3 %  

 10 Ω (0,01÷13) M 4 %  

 100 Ω (0,01÷13) M 6 %  

 1 kΩ (0,01÷13) M 15 %  

 10 kΩ (0,01÷1) M 15 %  

 100 kΩ (0,01÷1) M 15 %  

7 KAPACITA   TP 7*, TP 24* 

 1 pF 1 k 0,005 % Měření 

 10 pF 1 k 0,005 %  

 100 pF 1 k 0,005 %  

 1 nF 1 k 0,005 %  
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 10 nF 1 k 0,02 %  

 2 pF - 20 pF 10 k 0,3 %  

  20 k 1,5 %  

 20 pF - 200 pF 1 k - 4 k 0,3 %  

  10 k 0,2 %  

  20 k 1 %  

 0,2 nF - 2 nF 100 - 400 0,3 %  

  1 k - 4 k 0,2 %  

  10 k 0,1 %  

  20 k 0,5 %  

 2 nF - 20 nF 100 - 400 0,2 %  

  1 k - 4 k 0,1 %  

  10 k 0,1 %  

  20 k 0,5 %  

 20 nF - 200 nF 100 - 10 k 0,1 %  

  20 k 0,5 %  

 0,2 µF - 2µF 100 - 4 k 0,1 %  

  10 k 0,5 %  

  20 k 1 %  

 2 µF - 20 µF 100 - 400 0,1 %  

  1 k - 4 k 0,5 %  

  10 k 1 %  

  20 k 2 %  

 20 µF - 200 µF 100 - 400 0,5 %  

  1 k - 4 k 1 %  

  10 k 2 %  

  20 k 5 %  

 0,2 mF - 2 mF 100 - 400 1 %  

  1 - 4 k 2 %  
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 0,2 mF - 2 mF 10 k 5 %  

  20 k 10 %  

 2 mF - 20 mF 100 - 400 2 %  

  1 k - 4 k 5 %  

 20 mF - 200 mF 100 - 400 5 %  

 1 pF 1 k 0,003 % Etalony 

 10 pF 1 k 0,003 %  

 100pF 1 k 0,003 %  

 1 nF 1 k 0,003 %  

 10 nF 1 k 0,01 %  

 100 nF 1 k 0,01 %  

 1µF 1 k 0,03 %  

 10 µF 1 k 0,03 %  

 10 pF 100 - 20 k 0,03 %  

 100 pF 100 - 20 k 0,03 %  

 1nF 100 - 20 k 0,03 %  

 10 nF 100 - 20 k 0,03 %  

 100 nF 100 - 20 k 0,03 %  

 1µF 100 - 20 k 0,5 %  

 10 µF 100 - 20 k 0,5 %  

 100 µF 100 - 10 k 0,1 %  

 1 pF 20 k – 1 M 0,3 %  

  1 M – 10 M 1,3 %  

 10 pF 100 – 20 k 0,03 %  

  20 k – 1 M 0,1 %  

  1 M – 10 M 0,25 %  

 100 pF 100 – 1 M 0,03 %  

  1 M – 10 M 0,2 %  

 1 nF 100 – 1 M 0,03 %  

  1 M – 10 M 0,8 %  


